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Text posudku

Habilita¢ni prace se vypracovana velmi peclivé, na vysoké odborné tirovni a tematicky
zamefena na vyuZiti spektralni elipsomtrie, jako $pi¢kové méfici techniky pro charakterizaci
tzv. ,high-tech® materiali.

Autor pouzival elipsometrii k charakterizaci objemovych materiald (kiemiku i jinych polovodiovych
substratii a chalkogenidovych skel), materialii ve formé tenkych vrstev (fazové citlivych paméti pro
CD a DVD, epitaxnich vrstev, polykrystalickych vrstev, antireflexnich vrstev, polymernich vrstev a
vrstev bazi DNA na rtuti) a komplexnich vrstevnatych systémi (struktur SOI, supermfizek a
monoatomérnich utopenych vrstev smésnych polovodiéa (111 - V).

Tato prace se zabyva rychle se rozvijejici oblasti zajmu, studiem optickych vlastnosti a vytvoreni
databéaze optickych funkci fady noveé syntetizovanych materiali nebo vlastnosti materialt v
extrémnich podminkach.

Habilita¢ni prace je zpracované ve formé reserSe ze souboru uvefejnénych védeckych praci. Je
napsané v Ceském jazyce a jsou do ni vybrany nejdilezitéjsi vysledky autorova studia polovodi&i
pomoci spektroskopické elipsometrie.

V uvodu struén€ popisuje pouzitou méfici metodu a metodiku zpracovani dat.

V nasledujicich tfech kapitolach jsou popsany autorovy vysledky zabyvajici se studiem:

a) Nelegovaného a siln€ legovaného kiemiku pii vysokych teplotach. Databaze optickych funkci pfi
vysokych teplotach je mimofadné uzite¢na v polovodi¢ovém primyslu.

dale b) nove syntetizovanym polovodi¢ovym materialim GaNyAsi-y, kdy experimentalni data ukézala,
ze maly obsah dusiku posouvé polohu absorpéni hrany k niz$im energiim, tedy do IC oblasti spektra.
Tyto materialy studoval autor pfi svych zahrani¢nich stazich na Univerzité v Lincolnu (USA) a Lipsku
(Némecko) v letech 1999-2001, a tfeti ¢ast c) je vénovana objemovym chalkogenidovy skliim As33Sé7-
xSex, které se vyuzivaji pfi konstrukei ¢o¢ek pro no&ni vidéni, optickych mfizek, optickych vldken a
zesilovagi. Studium pokracovalo i studiem polovodi€ovych systému Ge-Sb-Te, které jsou dnes jiz
uzivany primyslové pro opticky nebo elektricky zdznam informaci a to i vicetroviiovy diky fazové
citlivé zméné optickych i elektrickych vlastnosti.

Prace je zcela trasnparentni i z hlediska jasného vymezeni autorova piinosu pro vlastni vysledky. Lze
Jednozna¢né konstatovat, Ze tento pfinos vyznamny a zasadni. Autor byl navic prikopnikem a
uitelem pfi zpracovani a vyhodnocovani elipsometrickych dat a jejich fyzikalni interpretaci, napf. na
Univerzité v Pardubicich.

Mgr. Jan Sik PhD. prokézal svou habilita¢ni praci, dale vyznamnym poétem publikaénich vystupi,
konferencnich prezentaci a pedagogickych aktivit, Ze je plné hoden habilitace, kterou i ja viele a

s plnym védomim doporuéuji.




Dotazy oponenta k obhajobé habilita¢ni price (podet dotazi dle zvaZeni oponenta)

1. Lze charakterizovat pomoci elipsometrie vicevrstvé systémy napf. typu ,,SOI*?
2. Jakeé vlastnosti (fyzikalni ¢i chemické) materialii Ize studovat IC elipsometrii?

Zavér
Habilita¢ni prace Jana Sika ,,Studium optickych funkei polovodiéii pomoci spektroskopické

elipsometrie splriuje pozadavky standardné kladené na habilitaéni prace v oboru Fyzika
kondenzovanych latek..
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